Metody vyuZzivajici RTG zareni
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- po dopadu se uvoliiuje RTG zéafeni.
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Rentgenografie

Jedna z nejstarSich nedestruktivnich metod na testovani materialu.
Viyuziva schopnosti RTG zareni prochazet materialem.

Pfi prdchodu dochéazi k absorpci a rozptylu zareni, v zavislosti na
vlastnostech materialu.

Jako detektor se vyuzivaji fotografické desky, scintilacni detektory nebo
CCD kamery.

Metoda vyuZivana ve stavebnictvi pro studium namahani materialu.
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Amorfni latky jsou latky, které nemaji pravidelnou (krystalickou)*strukfuru.' st
Usporadani ¢astic je v téchto latkach nahodné, urcité zakonitosti existuji
pouze v polohach navzajem sousedicich atoma.

Amorfni latky jsou povazovany za izotropni, tj. maji ve vSech smérech stejné
fyzikalni vlastnosti (napf. mechanické, tepelné, optické apod.).

Prestoze jsou amorfni latky pevné, Ize je pokladat za kapaliny s velmi
vysokou viskozitou.

Z energetického hlediska je krystalické usporadani vyhodnéjsi nez amorfni,
proto je pro vétSinu pevnych latek pfirozené. Amorfni latky vznikaji napf. pfi
rychlém ochlazeni taveniny, kdy ¢astice nemaji dostatek ¢asu k vytvoreni
krystalu. PFi zahfivani amorfni latky postupné méknou, az do teploty, kdy se
rozpusti. Jejich teplotu tani tudiz nelze presné urcit, ale Ize je
charakterizovat pomoci oblasti méknuti, coz je teplotni interval mezi pevnou
a kapalnou fazi.

Mezi amorfni latky patfi napr. sklo, asfalt, vosk nebo pryskyfice.

Rentgenova krystalografie

Studuje interakci rentgenova zéareni s krystalickym vzorkem.

Monokrystalova — pro analyzu vyZaduje kvalitni monokrystal. Umozriuje
zjistit chemickou strukturu vzorku.

Praskova — pro analyzu sta¢i mikrokrystalicky vzorek. Tato metoda
poskytuje pouze parametry krystalové mFizky.

Krystalické latky

Krystal je pevna latka, v niz jsou stavebni prvky
(atomy, molekuly nebo ionty) pravidené usporadany
v opakujicim se vzoru, ktery se zachovavéa na velké
vzdalenosti (oproti atomarnim méfikam). Struktura krystalu je tak uréena
zakladni jednotkou vzoru, nazyvanou zakladni burika, jejiz periodické
opakovani ve tfech rozmérech tvofi krystalovou mfizku. Krystaly jsou
obecné anizotropni.

Pro krystal rovnéz plati

- krystal ma pevné chemické sloZeni a ostry bod tani, ktery je pro danou
latku charakteristicky.

- krystal ma schopnost omezit sv(j vnéjsi tvar plochami, které se sbihaji v
hranéach a rozich.
Krystalové soustavy — Podle poctu rovin soumérnosti, 0s soumeérnosti

a pfitomnosti ¢i nepfitomnosti stfedu soumérnosti mazeme krystalové tvary
nerostu zaradit do skupin, které ozna¢ujeme jako krystalové soustavy.
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Krystalografické soustavy
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Praskova RTG difrakce

Pro difrakéni experimenty je nutné mit k dispozici monochromatické RTG zéareni.
K monochromatizaci se vyuziva bud filtrace nebo difrakce.

Filtrace — vyuZiva se materialu, ktery propusti pouze Uzkou oblast vinovych délek.

Difrakce — kvalitnéjsi, ale drazsi metoda. Z Braggovy rovnice vyplyva, Ze kdyZz na
krystal dopadé zéareni s rozdilnymi vinovymi délkami, miZeme pozorovat difrakci
pod Uhlem, ktery je zavisly na vinové délce. Volba vhodného difrakéniho thlu je
proto ekvivalentni volbé urcité vinové délky, ktera bude po difrakci ve zvoleném
sméru odchézet od krystalu.
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BraggUv zakon

 Pfi studiu interakce krystalu s RTG zarenim nas zajiméa predevsim difrakce.

« Dochazi k ni na elektronech vzorku.

* MuUZeme si ji predstavit jako konstruktivni interferenci RTG vin po ohybu
primarniho paprsku na elektronech difraktujiciho atomu.

» Dochazi k ni pouze,pokud je splnéna Braggova rovnice.
nA = 2dsin®

* n-—Fad difrakce

* A —vinova délka difraktovaného zareni

* d—mezirovinna vzdalenost

* O —Uhel ohybu zafeni
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Praskova RTG difrakce

« V praxi se vyuzivaji dvé experimentalni usporadani.

« Reflexni usporadani
- Neni nutné mit k dispozici vzorek v praSkovém stavu.
- Umoznuje identifikaci minoritnich fazi.

« Transmisni usporadani
- Staci relativné malé mnozstvi praSkového vzorku.

- P¥i prichodu vzorkem dochazi k absorpci ¢asti zareni.
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Praskova RTG difrakce Praskova RTG difrakce
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Odkazy

* http://cs.wikipedia.org/

« http://en.wikipedia.org/

* http://www.sci.muni.cz/~vavra/vyuka/RTG-difr/rtg_difr_index.htm
* http://www.webmineral.com/

» http://pd.chem.ucl.ac.uk/pd/welcome.htm

* http://www.xtal.igfr.csic.es/Cristalografia/index-en.html
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